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(54) Anordnung und Verfahren zum Speichem der mit einer BIST-Schaltung erhaltenen 
Testergebnisse 



(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein 
Verfahren zum Speichern der mrt einer BIST-Schaltung 
(7) erhaltenen Testergebnisse von einem eine Spei- 
chervorrichtung (2, 3. 4, 5) aufweisenden Halbleiterchip 
(1). Diese Testergebnisse werden in den Leseverstar- 

Fig.1 



kern (6) der Speichervorrichtung (2, 3, 4, 5) selbst 
abgespeichert. in welchen auch Testprogramme fur die 
BIST-Schaltung (7) abgelegt werden kflnnen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein 
Verfahren zum Speichern der mit einer BIST-Schaltung 
erhaltenen Testergebnisse von einem eine Speicher- s 
vorrichtung aufweisenden Halbleiterchip. 
[0002] Integrierte Schaltungen und speziell Speicher- 
vorrichtungen, die in einem Halbleiterchip realisiert 
sind, werden bekanntlich mit Hilfe einer BIST-Schaltung 
(BIST * Built-ln-Self-Test bzw. eingebaute Selbsttest- w 
schaltung) auf ihre FunktionsfShigkeit getestet Die 
Ergebnisse, die bei solchen Untersuchungen mit Hilfe 
der im Halbleiterchip enthaltenen BIST-Schaltung erhal- 
ten werden, werden in einem zusatzlichen SRAM (stati- 
scher RAM) auf dem Halbleiterchip abgespeichert. Mit is 
anderen Worten, bisher wird zusatzlich auf den Halblei- 
terchip noch ein SRAM vorgesehen, um die von der 
BIST-Schaltung erhaltenen Testergebnisse abzuspei- 
chern, bevor beispielsweise diese Ergebnisse vor 
AbschluB einer Testreihe ausgelesen werden. 20 
[0003] Dieser zusatzliche SRAM benStigt Platz auf 
dem Speicherchip, der dann fur andere Zwecke nicht 
genutzt werden kann. Auch ein externes Abspeichern 
der Testergebnisse ist wenig hirfreich, da ein solches 
mit zusatzlichem Aufwand verbunden ist, der schon 25 
darin begrundet liegt, daB externe SRAMs gesondert 
kontaktiert und angeschlossen werden mussen. 
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine Anordnung und ein Verfahren zum Spei- 
chern der von einer BIST-Schaltung erhaltenen 30 
Testergebnisse zu schaffen, mit denen diese Testergeb- 
nisse ohne zusatzlichen Fiachenbedarf Oder externe 
Speichervorrichtungen abspeicherbar sind. 
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Abordnung und 
einem Verfahren der eingangs genannten Art erfin- 35 
dungsgemas dadurch gelost. daG die Testergebnisse in 
den Leseverstarkern der Speichervorrichtung selbst 
abspeicherbar sind bzw. dort abgespeichert werden. 
Auch Testprogramme fur die BIST-Schaltung kOnnen in 
diesen Leseverstarkern abgelegt werden. 40 
[0006] Mit anderen Worten, die voriiegende Erfindung 
verwendet die ohnehin vorhandenen Leseverstarker 
einer in einem Halbleiterchip reafisierten Speichervor- 
richtung zum Speichern der Testergebnisse von BIST- 
Schartungen. 45 
[0007] Damit geht die Erfindung einen vom bisherigen 
Stand der Technik vollkommen abweichenden Weg: 
anstelle eines SRAMs, der im Halbleiterchip selbst Oder 
auch extern realisiert sein kann, werden die Lesever- 
starker der im Halbleiterchip realisierten Speichervor- so 
richtung zum Abspeichern der Testergebnisse der BIST- 
Schaltung herangezogen. Damit kann eine nicht uner- 
hebliche Flacheneinsparung erziert werden: fur das 
Abspeichern der Testergebnisse der BIST-Schaltung 
werden namlich keine zusatzlichen SRAMs bendtigt 55 
Vielmehr werden die Testergebnisse in den bereits vor- 
handenen Leseverstarkern abgespeichert, so daB 
damit eine fiachenneutrale Gestaltung einer Speicher- 



vorrichtung moglich ist. Es ist namlich uberhaupt kein 
zusatzlicher Aufwand erforderlich, um diese MeBergeb- 
nisse abspeichern zu kQnnen. 

[0008] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
Zeichnung naher eriautert, in deren einziger Figur ein 
Blockschaltbild der erfindungsgemaBen Abordnung 
gezeigt ist. 

[0009] Ein Halbleiterchip 1 enthait beispielsweise vier 
Speicherzellenfelder 2, 3, 4, 5, die jeweils mit mehreren 
Leseverstarkerreihen 6 versehen sind. Die Speicherzel- 
lenfelder werden durch eine BIST-Schaltung 7 auf ihre 
Funktionsfahigkeit getestet, wie dies durch einen Pfeil 8 
veranschaulicht ist. 

[0010] Bisher werden die bei diesem Test erhaltenen 
MeBergebnisse der BIST-Schaltung 7 in einem geson- 
derten SRAM abgespeichert, der entweder auf dem 
Halbleiterchip 1 selbst vorgesehen oder extern zu die- 
sem angeordnet ist. 

[0011] Bei der erfindungsgemaBen Anordnung bzw. 
bei dem erfindungsgemaBen Verfahren ist ein solcher 
gesonderter SRAM zum Abspeichern der Testergeb- 
nisse der BIST-Schartung 7 nicht erforderlich. Vielmehr 
werden diese Testergebnisse in einem Leseverstarker 6 
eines Speicherzellerrfeldes, im vorliegenden Fall bei- 
spielsweise des Speicherzellenfeldes 4, abgespeichert, 
um dann nach AbschluB der Testreihe ausgelesen zu 
werden. Dies ist von besonderem Vorteil, wenn die 
Daten der Testergebnisse auf dem Halbleiterchip 1 wei- 
terverarbeitet werden, wobei Speicherknoten als Zwi- 
schenspeicher oder Register dienen. 
[0012] Bei der erfindungsgemaBen Anordnung bzw. 
bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird somit kein 
zusatzlicher Piatz auf dem Halbleiterchip 1 benatigt, um 
die von der BIST-Schaltung erhaltenen MeBergebnisse 
speichern zu kdnnen. Vielmehr werden diese MeBer- 
gebnisse in Abweichung vom bisherigen Stand der 
Technik in den Leseverstarkern eines Speicherzellenfel- 
des abgelegt, das gerade von der BIST-Schaltung nicht 
getestet wird. Nach AbschluB des Testens des betref- 
fenden Speicherzellenfeldes kann der die Testergeb- 
nisse speichernde Leseverstarker eines anderen 
Speicherzellenfeldes ausgelesen werden. 
[0013] Damit wird eine vollkommen fiachenneutrale 
LSsung des oben aufgezeigten Problems gefunden: 
zusatzliche SRAMs werden nicht bendtigt, vielmehr 
k6nnen die MeBergebnisse mit Hilfe der bestehenden 
M6glichkeiten abgespeichert werden. 

Patentanspruche 

1. Anordnung zum Speichern der mit einer BIST- 
Schartung (7) erhaltenen Testergebnisse von 
einem eine Speichervorrichtung (2, 3, 4, 5) aufwei- 
senden Halbleiterchip (1), 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Testergebnisse in Leseverstarkern (6) der 
Speichervorrichtung selbst abspeicherbar sind. 
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2. Anordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Testprogramme fur die BIST-Schaltung (7) in 
den Leseverstarkern (6) speicherbar sind. 

5 

3. Verfahren zum Speichern der mit einer BIST-Schal- 
tung (7) erhaltenen Testergebnisse von einem eine 
Speichervorrichtung (2, 3, 4, 5) aufweisenden Halb- 
leiterchip (1), 

dadurch gekennzeichnet, 10 

da(3 die Testergebnisse in Leseverstarkern (6) der 
Speichervorrichtung (2, 3, 4, 5) abgespeichert wer- 
den. 

4. Vertahren nach Anspruch 3, is 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Testprogramme fur die BIST-Schaltung (6) in 
den Leseverstarkern gespeichert werden. 

5. Verwendung der Leseverstarker (6) einer in einem 20 
Halbleiterchip (1) realisierten Speichervorrichtung 

(2, 3, 4, 5) zum Speichern der Testergebnisse 
und/oder Testprogramme einer BIST-Schaltung (7). 
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(54) Anordnung und Verfahren zum Speichern der mit einer BIST-Schaltung erhaltenen 
Testergebn isse 



(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein 
Verfahren zum Speichern der mit einer BIST-Schaltung 
(7) erhaltenen Testergebnisse von einem eine Spei- 
chervorrichtung (2, 3, 4, 5) aufweisenden Halbleiterchip 
(1). Diese Testergebnisse werden in den Leseverstar- 
kern (6) der Speichervorrichtung (2, 3, 4, 5) selbst 
abgespeichert, in welchen auch Testprogramme fur die 
BIST-Schaltung (7) abgelegt werden konnen. 
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